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Abstrakt:
V tomto projektu jsme se zabyvali zkoumanim rizného druhu zatfeni. Pro tento ucel
jsme si vyrobili spektroskopy, s pomoci kterych jsme zkoumali spektra téchto zateni.
Zkoumané zdroje: slune¢ni zafeni, doutnavka, zafivka, neonova vybojka a rozzhavené
wolframové vlakno.

1 Uvod

Plazma - ionizovany plyn. Je nejrozsifenéjsi formou hmoty ve vesmiru. V piirodé mizeme
pozorovat zafeni plazmatu jako hvézdy na no¢ni obloze, polarni zafi, nebo blesky. V laboratofich
muzeme plazma studovat ve vybojich. V nasem ptipadé jsme si plazma ptipravili v jiskrovém vyboji
pti atmosférickém tlaku a v nizkotlaké vybojce. S pomoci spektralni analyzy jsme chtéli zjistit
slozeni plazmatu.

2 Metody

Spektralni analyza

Spektroskopie je fyzikalni obor zabyvajici se vznikem a vlastnostmi spekter. Je to metoda
zalozena na interakci elektromagnetického zafeni se vzorkem.

My jsme si vyrobili 3 vlastni spektroskopy s pomoci difrakéni miizky ze starého CD a s pomoci
dvou ziletek, které vytvofili izkou §térbinu, viz obr.2. a 3.
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Obr.2. a 3.: Jeden z nasich spektroskop.

Difrakéni mrizka
Difrakéni mfizka se skladd z hodné malych vrypi. Kdyz svételny paprsek dopadd na
difrak¢ni miizku, a tak se o vrypy ohybd. Interferenci difragovaného svétla vznikaji maxima
intenzity pro jednotlivé vinove délky (barvy), kde toto spektrum je charakteristické pro kazdy
zdroj zéteni.

dsina = mA

Kde d je vzdalenost vrypt na mtizce, a je Uhel pod kterym pozorujeme interferenéni
maximum pro vinovou délku A.

3 Vysledky a diskuse

S pomoci naSich spektroskopt jsme ziskali fotky spekter riznych druhl zéafeni. Déle jsme
fotky zanalyzovali a vytvofili grafy zavislosti vinové délky na intensité zafeni. Zaroven jsme
porovnali vysledky ziskané z naSich spektroskopt s vysledkem méteni opravdového
védeckého spektroskopu, konkrétné u zafeni neonové vybojky. Takto jsme zjistili jak presné
jsou nase spektroskopy.

Obr. 4.: Spektrum
ziskané  z naSeho
spektroskopu.




5 = Spektrum doutnavky

Obr. 5.: Graf spektra zafeni doutnavky
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Obr. 6.: Graf spektra zafeni z
vysledkd, které jsme dostali
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Obr. 7.: Graf spektra zafeni z
vysledkd, které jsme dostali *7
z védeckého spektroskopu[2]
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Diskuse

Porovnanim spektra ziskaného naSim spektroskopem a spektrem ziskanym védeckym
spektroskopem, jsme ziskali kalibra¢ni funkci s pomoci které jsme vytvofili graf ¢islo 6. Kdyz jsme
tuto funkci pouzili na graf ¢islo 5, spektrum se o néco posunulo. Tudiz pro kazdé spektrum musime
udélat kalibraci jenom pro toto dané spektrum.

4 Shrnuti

Oveéfili jsme moznosti pouziti jednoduchého spektroskopu k analyze zafeni. Zjistili jsme Ze kalibrace
spektroskopu se méni a Ze neni konstantni pro vSechna spektra. Rovnéz pouziti fotoaparatu telefonu
jako detektoru zatfeni neni idealni, jelikoZ je velice citlivy v Cervené oblasti spektra. Zméfili jsme
spektrum neonové zarivky, které bylo ve shodé¢ s védeckym spetroskopem.
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